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1. Вплив точкових дефектів і їх асоціацій на розсіювання рентгенівських променів реальними кристалами
напівпровідників

2. The influence of point defects and their associations on X-ray scattering by real semiconductor crystals
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1. Досліджено процеси розсіювання рентгенівських променів в кристалах, що містять дефекти структури, а
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квазізаборонених рефлексів в умовах сильного впливу явищ аномальної дисперсії. Впровадження доцільно в
напівпровідниковому матеріалознавстві.

2. The processes of X-rays scattering in the crystal defects and with the deviation of chemical composition from
stoichiometrical were discovered. The dynamical character of X-ray scattering (pendulum oscillation of intensities,
the suppression of the Borrmman effect) for the quasiforbidden reflections in the condition of strong influence of
anomalous dispersion was expe rimentally descovered. The inculcation work while in semiconductor material
science.
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